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X’Pert PRO in geometria sperimentale θθθθ-θθθθ



Strumento modulare a configurazione multipla



Il “double arm”

PATH 1

PATH 2

GP sul PATH 1 (max 2θθθθ=160°)
X’Celerator sul PATH 2 (max circa 2θθθθ=144°)



Le diverse possibili configurazioni

> Configurazione 1: base

> Configurazione 2: alta temperatura

> Configurazione 3: campioni massivi 

> Configurazione 4: incidenza radente e riflettometria

> Configurazione 5: stress residuo e tessitura 

> Configurazione 6: capillare



••Analisi QualitativaAnalisi Qualitativa

••Analisi strutturale con il metodo Analisi strutturale con il metodo RietveldRietveld

••Analisi quantitativa con metodo Analisi quantitativa con metodo RietveldRietveld+R.I.R.+R.I.R.

••Analisi microstrutturaleAnalisi microstrutturale

Configurazione 1: base



Configurazione 1: base



Studi di cinetiche di reazioneStudi di cinetiche di reazione

Diffrattogramma
tridimensionale con variabili in 
2�, tempo, intensità

Configurazione 2: alta temperatura
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Configurazione 2: alta temperatura



Configurazione 2: alta temperatura, l’X’Celerator
•Tecnologia RTMS (Real Time Multiple Strip), composto da un
array di 128 micro-rivelatori a stato solido con un area attiva max di 
circa 2 °2θθθθ.

•Permette di acquisire spettri in pochi minuti conservando intensità 
e risoluzione



Configurazione 3: campioni massivi
Svariate applicazioni: archeometrico, beni culturali, chimico, chimico in 
senso lato, mineralogico-petrografico, paleontologico, scienza dei 
materiali, etc dove, per diverse ragioni, non è possibile ridurre il 
materiale in polvere



Configurazione 3: campioni massivi



Configurazione 3: campioni massivi

MPSS



Configurazione 4: incidenza radente e riflettometria



Configurazione 4: incidenza radente e riflettometria
Studi di films sottili con riflettometria



Configurazione 4: incidenza radente e riflettometria

Le slitte di divergenza sono molto strette (meno 
di 1/12° = fascio lineare o puntiforme)



Configurazione 5: stress residuo e tessitura

Stress (residuo): tensione o 
compressione presente in 
un materiale in assenza di 
sforzo meccanico/termico 
esterno

(1) Macrostress→→→→ n grani
(2) Microstress 2a specie →→→→

singolo grano
(3) Microstress 3a specie →→→→

variazioni all’interno del 
singolo grano

“Lo stress residuo è prodotto 
da deformazioni plastiche 
eterogenee, trattamenti 
termici, transizioni/ 
trasformazioni di fase”



Configurazione 5: tessitura

>La tessitura di un singola fase cristallina o di una miscela
polifasica può essere determinata da  dati di diffrazione da 
polveri 

>Analisi Quantitativa della Tessitura (QTA) non è ancora una 
tecnica di routine, particolarmente per campioni polifasici.

>Tessitura: una distribuzione nell'orientamento dei cristalliti è 
presente: il materiale è classificabile come una via di mezzo tra 
una polvere (con una distribuzione casuale dei suoi cristalli) ed 
un cristallo singolo perfetto (con solamente uno orientamento).

> Funzione della Distribuzione dell'Orientamento (ODF) è 
ricavata dall'interpretazione delle mappe raccolte con una culla
di Eulero.



Configurazione 5: stress residuo e tessitura



Configurazione 6: capillare
Svariate applicazioni in diversi campi: archeometrico, beni 
culturali, chimico, bio-chimico, mineralogico-petrografico, 
paleontologico, scienza dei materiali, etc dove, per diverse ragioni, è 
disponibile poco materiale (microvolumi), materiali con tessitura, 
frammenti, materiali che reagiscono all’aria, etc


